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前 言

    本标准参照电子数显卡尺国家标准的有关规定，根据容栅线位移测量系统的工作原理确定数显单

元的各项技术参数。

    数显单元属电子组件，因此试验规程引用了国家标准电工电子产品基本环境试验规程。

    本标准适应于容栅节距为5. 08mm的数显单元，但对于能达到本标准规定的各项技术要求而容栅

节距不同的数显单元同样适应。

    本标准的附录A是标准的附录，它规定了数显单元的检验方法。

    本标准自1996年7月1日起实施。

    本标准由全国量具量仪标准化技术委员会提出并归口。
    本标准由合肥微型计算机应用技术研究所负责起草，航天工业总公司101所，上海量具刃具厂参加

起草 。

    本标准主要起草人:王昌纯、花海安、蒋 锐。
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1 范围

    本标准规定了分辨率为。. Qlmm的容栅线位移测量系统用数显单元的术语、型式、技术要求、检验

规则及标志和包装。

    本标准适用于容栅节距为5. 08mm，示值范围为一，99.99-999. 99mm或一9999. 99 ̂9999. 99mm

的容栅线位移测量系统用数显单元。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效 所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB 2423. 3一87 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
    GB 2423. 5-87 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ea:冲击试验方法

    GB 2423. 10--87 电工电子产品基本环境试验规程 试验Fc:振动(正弦)试验方法

    GB 2423. 22-87 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
    GB 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

    GB 2829一87 周期检杳计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

3 定义

3卜1 数显单元

    由专用大规模集成电路、副栅和显示器等构成的组件

3.2 容栅

    由主栅、副栅构成的一组电容式位移传感器。

3.3 主栅

    容栅式位移传感器的一极、栅条间距与副栅间距相匹配，主栅的总长度由测量系统的测量范围确
定。

3·4 副栅

    容栅式位移传感器的另一极，栅条上分别加载有相位不同但按周期变化的激励电压信号，栅条间距

由容栅线位移测量系统原理的要求而定

3.5 容栅节距

    副栅上每一周期激励电压信号所加载的栅条间距总和或与其对应的主栅条间距。

3·6极限移动速度。
    数显单元在测量系统正常工作条件下能进行正确测量的最大移动速度。

.7容栅测量系统
    由数显单元和主栅构成的能进行位移测量的一种装置。
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4 型式结构

4.1基本结构
    典型的金属屏蔽型数显单元结构见图to
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                                  图1 金属屏蔽型数显单元

4.2 其他容栅测量系统用数显单元的型式结构尺寸L,-L。及副栅组数W。按具体要求确定。

5 技术要求

5.1 工作条件

5.1.1 温度

    工作范围:0-40'C;

    贮存范围:-20-+70'C

5.1.2 相对湿度

    工作湿度:不大于82%RHe

5.1.3 工作电压

    工作电压:1. 46-1. 60V;

    告警电压:不大于1. 46V;

    供电电压纹波,AU不大于。.0155v.

5.1.4 大气压强

    86-106kPa.
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5.2 外观要求

    数显单元的外表面应平整，清洁;显示器应无划痕、漏液、裂纹等现象，功能符号清晰明确;副栅应平

整，无表面缺陷，无凹坑、划痕、锈蚀，触点应灵活可靠。

5·3 副栅平面度

    副栅平面的平面度:不大于。. 02mm,
5.4 显示

    扭曲向列型液晶显示器，可显示5或6位数字及“一”、“.”等符号。液晶显示器所有显示笔划应完

整、清晰，数字高度不小于4mm，在数显单元外壳各个方向施加10N压力时，所显示的字符都应完整无

畸变。

5.5 基本功能

5.5.1 具备显示屏显示全零，使测量零点可任意设定的功能。
5.5.2 具备当供电电压低于告警电压时，数显单元的液晶显示器出现周期性闪烁显示，提醒用户更新
电池的功能。

5.5.3根据用户需要，可以具备其他特定功能。

5·6 示值误差

    数显单元的示值误差应不大于。.02mm,

5.7重复性
    数显单元的重复性应不大于。.Olmnm

5.8 工作电流

    数显单元的工作电流不大于22pA

5.， 极限移动速度

    极限移动速度不小于 1. 5m/s,

5. to 示值漂移
    在 lh内，示值允许变化一个字。

‘·11触点寿命
    数显单元的触点寿命不少于1000。次。

6 试验方法

6.1 样品预处理

‘.1. 1 预处理条件

    温度:20-25'C;
    相对湿度:40%一55%RH;

    大气压强:86- 106kPa o
6.1.2 预处理方法

    将无包装的样品在上述条件下搁置4h。给样品加电，样品应符合5. 2}5. 11的规定。

6.2 数显单元的温度交变试验按GB 2423. 22的Nb.

6.2.1 试验循环见图2e

6.2.2 在标准大气条件下，恢复时间为16ho

6.2.3’最后检测按附录A(标准的附录)的规定进行。
6.3 数显单元的恒定湿热试验按GB 2423. 30

6.3.1 试验持续时间为48h.

‘3.2 在条件试验中不进行电性能测试。

6.3.3 最后检测按附录A的规定进行。
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箱内温度 C

时间 I

第一个循环 第二个循环

几

几

几

加

                          A一第一个循环开始;B-第一个循环结束，第二个循环开始

    几 =。士3'C +Tn=一2。士3'(',,T.-4。士2'C ;T.=?。士2Ca二2h,t.=16h,温度变化速率为3士0. 6-C /min.

                                图2 温度交变试验循环图

6.4 数显单元的振动试验按GB 2423. 10

6.4.1 频率范围:5̂ 70̂ -5Hz

6.4.2 振幅 :1. Omm

6.4.3 持续时间:20min

6.4.4 最后检测按附录A的规定进行。

6.5 数显单元的冲击试验按GB 2423. 5,

6.5.1 脉冲波形为半正弦波。
6.5.2 峰值加速度为15 X 9. 8m/s'.脉冲持续时间为llms,

6.5.3 冲击方向为X,Y两个互相垂直轴线的方向，冲击次数每个方向为三次。

6.54 最后检测拎附录A的规定进行

7 检验规则

7.1 产品按附录A逐件逐项检验合格方可出厂。
7.2 定型试验:产品至少随机抽样50件，按第5章、第6章及附录A规定要求进行试验和检验，应符

合要求 。

合.1

8.2

:.:

标志和包装

  数显单元上应标志:

a)制造厂厂名或注册商标;

b)产品序号。

  数显单元包装箱上应标志:

a)制造厂厂名或注册商标;

b)产品名称;

c)示值范围;

d)产品数量。

  数显单元应加防静电包装，并妥善置于包装箱内，保证在运输过程中不得损坏产品。

  数显单元应有产品合格证，该证应标有标准号、产品序号、生产日期。
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                  附 录 A

容栅线位移测t系统用数显单元的检验方法

              (标准的附录)

Al标准条件

    温度:25士2'C;

    湿度:50 ;

    工作电压:1. 55V.

A2 检验装置

    准确度为0. 003mm、装有容栅节距为5. 08mm的专用检验装置。

A3外观要求

    目测检查应符合5.2的规定。

A4 副栅平面度

    用1级刀口尺和塞尺检查应符合5.3的规定。

A5 显示

    数显单元加工作电压后，目测检查应符合5.4的规定

A6 基本功能

    数显单元加工作电压后，按动功能按键，目测检查显示应符合5.5的规定。

A7 示值误差

    在标准条件下，将待测数显单元固定在专用检验装置上.数显单元的副栅与主栅间距为。15mm o

在一个容栅节距范围内移动数显单元，比较数显单元显示数值与专用检验装置显示的约定距离值的差

值，连接各点作成曲线，曲线上最高点与最低点在纵坐标上的差值，应符合5.6的规定。

A8 重复性

    在标准条件下，将数显单元放置专用检验装置上同方向10次通过同一测量点，检查显示数值变化

应符合5.7的规定。

A9 工作电流

    在标准条件下，用专用工作电流检验装置检查，当显示器显示全零时，工作电流测试仪的读数即为

数显单元的工作电流，应符合5.8的规定。测试原理见图Al.

-IT  qbiM,'4jUpA) 匡三国
                                      图Al 测试原理图

A10 极限移动速度

    用频率计测量系统工作频率f，再通过公式%。二=。.009921875f将工作频率换算成数显单元的最

大移动速度，应符合 5.9的规定。

All 示值漂移

    在标准条件下，保持数显单元无位移，无振动，检查显示数值的变化应符合5.10的规定。

A12触点寿命

    将数显单元置于寿命试验台上，用2N作用力使触点动作达10000次以上，应能正常工作。


